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EDITAL N°

Area de Conhecimento: Caracterizacao e Processamento de Minérios e Minerais
Industriais

Conceitos de mineralogia: mineral, rocha, depoésito, particula, grao.
Ligacbes quimicas, raio limite, valéncia eletrostatica, estrutura cristalina.
Amostragem de sélidos particulados no contexto de laboratorio.

Processamento: fracionamento e liberagcéo, peneiramento e subpeneiramento;
classificacdo por sedimentacdo em meio fluido. Liquidos densos, outros metodos,

gravitico, magnético, flotacéo, elétrico e quimico.
e Ganulometria: peneiramento, subpeneiramento; métodos instrumentais.
|dentificacdo dos minerais - composi¢ao quimica, propriedades fisicas,
termogravimetria.
Microscopia optica: luz polarizada.
Espectrometria de fluorescéncia de raios x.
Difracao e difratometria de raios x.
Microscopia eletrénica de varredura; microanalise por disperséo de energia (EDS)
e de comprimento de onda (WDS).
Espectrometria no infravermelho.
e Determinacao da liberacao.
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